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ВСТУП 

 

Розвиток сучасного приладобудування спрямований на збільшення 

швидкодії, надійності, розширення функціональних можливостей та 

економічної привабливості елементів систем наноелектроніки, мікрооптики, 

мікропотомеханіки тощо з поступовим зменшенням їх розмірів до 

нанометричного та далі – до атомарного рівнів. Сучасні теоретичні, а незабаром 

і практичні здобутки у прикладній нанотехнології дозволять створювати 

пристрої, елементи яких будуть збиратися із окремих атомів та молекул – шар 

за шаром. Це, в свою чергу, дозволить значно покращити техніко-

експлуатаційні характеристики цих пристроїв та розширити їх функціональні 

можливості [1-8].  

Проте розвиток елементної бази нанотехнологій неможливий без 

контролю та діагностики техніко-експлуатаційних характеристик цих 

елементів. Без сумніву найперспективнішими серед таких методів контролю є 

методи мікроскопії, які здобули лідерство в напрямку неруйнуючого контролю 

та діагностики нанометричних матеріалів і дозволяють найбільш точно описати 

фундаментальне розуміння явищ та механізмів наномасштабних елементів та 

структур [9-11]. 

Таким чином, довідникове видання присвячене узагальненню і 

систематизації існуючих на сьогодні методів та засобів мікроскопії, що 

знайшли прикладне застосування в сучасних нанотехнологіях, є актуальним і в 

першу чергу адресується студентам, магістрам та аспірантам вищих технічних 

закладів освіти України, що спеціалізуються за напрямком підготовки 

«Приладобудування», а також може бути корисним для викладачів вищих 

навчальних закладів, наукових співробітників та фахівців, що спеціалізуються в 

областях оптичного приладобудування та мікроскопічного дослідження 

матеріалів.  

В розділі 1 даного видання наведено методи та засоби мікроскопічних 

вимірювань, які знайшли застосування в нанотехнологіях, а саме: оптичних, 
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електронних та зондових; та алгоритм проведення досліджень за допомогою 

цих приладів. Також в даному розділі розглядається сучасне програмне 

забезпечення для отримання та обробки результатів мікроскопічних 

досліджень. 

Розділ 2 довідника присвячено методології вимірювань за допомогою 

мікроскопічної техніки, що розглядає основні методики дослідження 

мікрорельєфу, поверхневих фізико-механічних та техніко-експлуатаційних 

властивостей матеріалів та нанометричних структур на таких поверхнях, а 

також їхні оптичні, електричні та феромагнітні властивості.  

В розділах 3-4 розглянуто питання розвитку методів та засобів 

інструментальної мікроскопії, а також подальші перспективи їх використання. 

 

Автори висловлюють подяку науковцям – фахівцям в області прикладних 

нанотехнологій та мікроскопічних досліджень, а саме: директору навчально-

наукового Центру «Мікронанотехнології та обладнання», д.т.н., професору 

Ващенку В.А., академіку Національної академії наук Білорусі, завідувачу 

лабораторії нанопроцесів та технологій Інституту тепло- та масообміну 

ім. О.В.Ликова НАН Білорусі, д.т.н., професору Чижику С.А., провідному  

науковому співробітнику відділу магнітних наноструктур Інституту фізики 

мікроструктур РАН, д.ф-м.н. Міронову В.Л., завідуючій сектором скануючої 

зондової мікроскопії Інституту кристалографії РАН ім. О.В.Шубнікова, д.ф-м.н. 

Толстихіній А.Л., директору ТДВ «Мікротестмашини» (м. Гомель, Білорусь), 

к.т.н. Суслову А.А. за допомогу у підготовці матеріалів довідникового видання, 

а також багаторічну плідну співпрацю в області нанотехнологій та 

наноструктурного дослідження матеріалів. 
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